Servico PUblico Federal
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia Sul-rio-grandense
Pr6-Reitoria de Ensino

DISCIPLINA: Metrologia

Vigéncia: a partir de 2019/1 Periodo letivo: 2° semestre

Carga horéaria total: 30h Codigo: B22W?2

Ementa: Estudo dos fundamentos basicos e da terminologia usada em metrologia
industrial. Execucédo de medidas com instrumentos. Calculo de tolerancias e ajustes
dimensionais. Conhecimento de controle dimensional utilizando padrdes. Estudo da
rugosidade superficial e tolerancias geométricas.

Conteudos

UNIDADE | — Sistemas de Unidades
1.1 Unidades do Sistema Métrico
1.2 Unidades do Sistema Inglés
1.3 Conversdes de Unidades

UNIDADE Il — Paguimetros
2.1 Partes constituintes
2.2 Tipos
2.3 Caracteristicas e cuidados
2.4 Medicdo no sistema métrico com resolucdes de 0,05 e 0,02 mm
2.5 Medicédo no sistema inglés com resolucao de 1/128”

UNIDADE Il — Micrémetros
3.1.Partes constituintes
3.2 Tipos
3.3 Caracteristicas e cuidados
3.4 Medicao no sistema métrico com resoluc¢des de 0,01mm e 0,001mm

UNIDADE IV — Blocos Padréo
4.1 Tipos
4.2 Caracteristicas e cuidados.
4.3 Aferigdo de instrumentos com Blocos Padrao.

UNIDADE V — Mesa de Senos e Régua de Senos
5.1 Tipos e aplicacdes
5.2 Célculos

UNIDADE VI — Reldgios Comparadores
6.1 Tipos
6.2 Aplicacgbes
6.3 Medicoes

UNIDADE VIlI-Tolerancias ISO
7.1 Introducéo
7.2 Terminologia
7.3 Tipos de ajustes mecanicos
7.4 Qualidades de trabalho, afastamentos e grupos de dimensdes
7.5 Aplicacéo dos ajustes recomendados
7.6 Tolerancias de forma e posicao
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